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A

.- \ﬁesumede la thase g...........-...-..........................-...-........:

Les conditions environnementales sévéres peuvent avoir un effet significatif sur les performances en
compatibilité électromagnétique (CEM) des circuits intégrés analogiques et numériques. En outre, un circuit
intégré doit fonctionner de maniére fiable dans un environnement électromagnétique. Dans cette thése, des
plans d'essai de dégradation accélérée sous contraintes constantes et échelonnées ont été mis en ceuvre
pour les circuits intégrés analogiques et numériques sélectionnés, suivis par la caractérisation de I'évolution
de la performance de limmunité conduite dans le domaine fréquentielle sous différentes durées de
contrainte. Pour estimer la dégradation des performances CEM dans des conditions de vieillissement
accéléré testées ou non, un modéle de dégradation basé sur la physique est combiné a un modéle de durée
de vie accélérée pour prédire les métriques de fiabilité. L'approche boite noire a été utilisée pour construire
le modele d'immunité conduite, qui a nécessité la caractérisation de I'effet du vieillissement au niveau du
circuit intégré. L'influence du vieillissement accéléré sur dégradation des performances CEM a été incluse
dans les blocs actifs et/ou passifs du modéle d'immunité.
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